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Ciggle rosnace zapotrzebowanie na przyrzady elektroniczne dziatajgce w coraz bardziej niekorzystnych
warunkach dostarcza wielu probleméw natury podstawowej. Jednym z nich jest rozptyw ciepta w
przyrzadach, ktéry moze powodowaé mniej wydajng prace urzadzenia lub nawet jg uniemozliwié. Gtownymi
nosnikami energii rozproszonej w postaci ciepta w materiale sg fonony — drgania sieci krystalicznej. Drgania
te, mozemy badac przy pomocy spektrometrii ramanowskiej.

Projekt ten, zaktada badania wifasciwosci fonondw przy uzyciu spektrometru Ramana w cienkich
warstwach ztozonych z ptatkdw materiatéw dwuwymiarowych. Materiaty dwuwymiarowe, to warstwy o
grubosci pojedynczego atomu, ktére poprzez swojg najmniejszg mozliwg grubos¢ uzyskujg niezwykte
wiasciwosci. Zeby wykorzystaé te wtasciwosci potrzebujemy warstwy na duzej powierzchni. Jednym z
rozwigzan, ktére nam na to pozwala jest wykorzystanie mokrej eksfoliacji, z ktérej otrzymujemy wiele
krysztatéw materiatdw dwuwymiarowych w zawiesinie. T3 zawiesine ptatkdw mozemy nastepnie zamienié
na cienka warstwe poprzez natrysk, nadruk czy proces zwany filtracjg prozniowq. Taka warstwa jest tania w
przygotowaniu, mozemy jg otrzymywac na duzg skale, a jednoczesnie powinna posiada¢ zalety wynikajace z
obnizonej wymiarowosci ptatkédw z ktérych sie sktada.

Projekt ten skupia sie na badaniu wtasciwosci fononowych takich warstw w ujeciu statystycznym oraz
wykorzystaniu wtasciwosci fonondw do wyznaczania wifasciwosci termicznych takich jak przewodnictwo
cieplne czy przewodno$¢ miedzypowierzchniowa. Gtéwng technikg charakteryzacji cienkich warstw w
projekcie jest spektroskopia ramanowska — jedna z gtéwnych obecnie metod badania fononéw w
materiatach.

Badanie te prdbujg odpowiedz na pytanie, jak czynniki typu anharmonicznos¢ potencjatu krystalicznego,
naprezenia w prébce, czy oddziatywania pomiedzy ptatkami wptywajg na witasciwosci fononowe. W wyniku
projektu bedzie mozna rowniez zaobserwowaé jak te czynniki wptywajg na wiasciwosci termiczne takiej
warstwy, znaczgco réznej od idealnego dwuwymiarowego lub tréjwymiarowego krysztatu.



